
شرکت توسعه فناوری شریف سولار
آدرس: تهران، خیابان آزادی، ضلع غربی دانشگاه شریف، کوچه صادقی، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف )پلاک 29(- واحد 10
www.sharifsolar.ir :وبسایت          info@sharifsolar.ir  :تلفن: 54406099-021        فکس: 89778214-021          ایمیل

پروفایلومتــر یکــی از ابزارهــای کلیــدی در آزمایشــگاه هــای لایــه نــازک اســت. با 
حرکــت ســوزن )tip( بــر روی ســطح و انــدازه گیــری پســتی و بلنــدی مــی تــوان 
ارتفــاع پلــه را انــدازه گرفــت و ضخامــت لایــه را تعییــن کــرد و یــا میــزان زبــری 
ســطح را مشــخص نمــود. فنــاوری بــه کار رفتــه در PFM-5020 امــکان انــدازه 
ــر کاربردهــای  ــد. پروفایلومت ــر را فراهــم مــی کن ــت 50 نانومت ــا دق گیــری Z  ب
متعــددی در صنایــع نیــم رســانا، ســلول هــای خورشــیدی و LED، سنســورها، 

پوشــش هــا و MEMS دارد. 

قابلیت های دستگاه

• اندازه گیری پروفایل سطح در 1 بعد با دقت 50 نانومتر
• اندازه گیری زبری سطوح

• اندازه گیری ضخامت لایه ها در محل پله 

• دارای دوربین نمای سوزن اندازه گیری
Auto-approach سیستم •

پروفایلومتر
Profilometer

Specifications

 Model  PFM-6020

 Measurement technique  Contact stylus profilometry

 Measurement capability  1-Dimensional surface profile measurement

 Sample viewing
 640 x 480 pixel, 50-500X Magnification,
 Focusable digital camera

 Standard stylus radius  1 Micron

 Stylus sensor  Capacitive displacement sensor

 Sample stage  Moving

 Max. wafer size  120 mm

 Vibration isolation  Internal vibration isolation system

 Scan course  3 cm

 Data points per scan  Max. 10,000

 Scan steps  ≥ 2.5 µm

 Step height precision  50 nm

 Max. measuring vertical range  200 µm

 Vertical resolution  1 nm

 Max. sample thickness  Up to 80 mm


